
1.การวเิคราะห์พื้นผวิวัสดุด้วยเทคนิค XPS 

 

ในการวเิคราะหด์้วยเทคนิค XPS นั้น ผู้ขอรับบริการ จะได้ข้อมูลท้ังหมด 3 ชนิดดังนี้ 

1.1 สเปกตรัม XPS : ผู้ขอรับบริการจะได้รับเป็นแบบ PDF file ท่ีมีความละเอียดสูง และมีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 

ต่อ 1 สเปกตรัม ดังแสดงตัวอย่างด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

           Survey scan เพื่อดูภาพรวมบนพืน้ผิว      High Resolution Scan เพื่อดูพันธะทางเคมี 

 

1.2 Quantification report : ในการวเิคราะหแ์ต่ละตัวอย่าง ผู้ขอรับบริการจะได้รับรายงานปริมาณและจ านวนธาตุท่ี

พบจากการค านวนของเครื่องทุกครั้ง ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทันที ดังแสดงตัวอย่างด้านล่างนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 ข้อมูลดิบ (Raw DATA) : ในการส่งมอบผลวเิคราะหน์ั้น ข้อมูลดิบ (ดังแสดงตัวอย่างด้านล่างนี)้ จะถูกส่งไปพร้อม

กันกับข้อมูลท้ังหมดด้วย ซึ่งผู้ขอรับบริการ สามารถน าไปใช้ Plot ด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรม เช่น Microsoft Office Excel 

หรือ Origin เป็นต้น   

 

 


